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E DIN EN ISO 25178-603:2009-09 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 25178-603:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 „Dimensional 
and geometrical product specifications and verification“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 „Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. Auf nationaler Ebene ist der Arbeitsausschuss NA 152-03-03 AA „Oberflächen“ zuständig. 

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen und Veröffentlichungen wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen und Veröffentlichungen hingewiesen: 

ISO 25178-6:2008 siehe   DIN EN ISO 25178-6 

Das Ausgabedatum des Europäischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; der prEN ISO wird jedoch vom CMC unter der angegebenen prEN-
Nummer demnächst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Öffentlichkeit eine möglichst lange 
Einspruchsfrist einzuräumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab veröffentlicht. 

 

 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 25178-6 1 ), Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: Flächen-
haft — Teil 7: Software-Normale 

 

 

 

                                                      

1) In Vorbereitung. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 25178-603:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 „Dimensional 
and geometrical product specifications and verification“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 „Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 25178-603:2009 wurde vom CEN als prEN ISO 25178-603:2009 ohne irgendeine 
Abänderung genehmigt. 
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Einleitung 

Dieser Teil von ISO 25178 ist eine Norm für die geometrische Produktspezifikation (GPS) und ist als eine 
allgemeine GPS-Norm anzusehen (siehe ISO/TR 14638). Sie beeinflusst das Kettenglied 5 der Normenkette 
über die Oberflächenbeschaffenheit. 
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1 Anwendungsbereich 

Die vorliegende Norm beschreibt die metrologischen Eigenschaften von Messgeräten der phasenschiebenden 
interferometrischen (PSI) Mikroskopie zur Messung von Oberflächenprofilen und zur flächenhaften Messung 
der Oberflächenbeschaffenheit. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 25178-6:2008, Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 6: 
Classification of methods for measuring surface texture 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 
phasenschiebende interferometrische Mikroskopie 
Messverfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit, bei welchem ein optisches Mikroskop mit einer 
Beleuchtung durch eine bekannte wirksamen Wellenlänge mit einem interferometrischen Zusatz versehen 
wird und mehrfache aufeinander folgende optische Abbildungen mit Interferenzstreifen erzeugt werden, aus 
denen das Profil oder die Abbildung der Oberflächenbeschaffenheit berechnet wird 

ANMERKUNG 1 Phasenschiebende interferometrische (PSI) Mikroskope stellen eine berührungslose Messung der 
Oberflächenbeschaffenheit zur Verfügung, für welche die mittlere Rauheit (Raoder Sa) normalerweise geringer als  

ist, wobei  die Wellenlänge des für die Messung verwendeten nominal monochromatischen Lichts ist. 

10/
��

ANMERKUNG 2 Typische Lichtquellen beinhalten Laser, Leuchtdioden (LEDs), schmalbandig gefilterte weiße Licht-
quellen oder Spektrallampen. 

[ISO 25178-6] 

3.1.2 
Koordinatensystem des Messgeräts 
Orthonormales System (X, Y, Z) festgelegt durch: 

  (X, Y) ist die Ebene senkrecht zur optischen Achse des phasenverschiebenden interferometrischen 
Systems, 

  Z ist die Achse parallel zur optischen Achse des phasenverschiebenden interferometrischen Systems und 
senkrecht zur Ebene (X, Y) 

ANMERKUNG Gelegentlich werden auch andere Koordinatensysteme verwendet, wie zum Beispiel ein System (R, � , 
Z) für rotationssymmetrische Oberflächen. 

3.2 Metrologische Merkmale des Messgeräts 

3.2.1 
metrologische Merkmale (eines Messgeräts) 
Merkmale des Messgeräts, welche den Wert und die Unsicherheit der Messgröße beeinflussen können 
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